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(57)【要約】

【課題】材料（試料）のＸ線回析及びＸ線吸収微細構造

を、同時に、前記試料の同視野（試料同位置）で測定可

能にするＸ線解析用セル、及びＸ線解析用セルを提供す

る。

【解決手段】本発明は、試料のＸ線回析及びＸ線吸収微

細構造を、同時に、前記試料の同視野で測定可能なＸ線

解析用セルであって、前記試料が保持される空間を備え

、前記試料を加熱する焦点型加熱器を有する炉と、前記

炉に設けられ、前記試料に照射されるＸ線が入射する第

一窓と、前記炉に設けられ、前記試料に照射されたＸ線

が出射する第二窓と、前記炉に設けられ、前記試料を視

認する第三窓と、前記空間に前記試料を位置決めするホ

ルダとからなり、

前記第二窓の外で前記試料のＸ線回析を、前記第三窓か

ら前記試料のＸ線吸収微細構造を、同時に測定可能にす

ることを特徴とするＸ線解析装置とした。
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